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Para determinar o calcular impulsos de sefial, por ejeme
plo, impulsos de tasas en instalaciones de telefonia, que
circulan por conductores de sefial en sucesibén no selecciona-
da, pero con una distancis determinada en el btiempo y que
tienen una longitud minima determinada, se sabe ya explorar
de modo continuo, en sucesidén ciclica, los diversos conduc-
tores de las seifiales.

En general, tal exploracidén se realiza a través de puer-
tas de coincidencia, por ejemplo, puertas consbtituidas por
diodos, que son coantroladas en sucesidén. Suponiendo que la
exploracidn repetida de cadse puerta de coincidencia se lleva
a cabo con rapidez suficiente, las sucesiones de resultados
que gparecen en la salida de cada puerta de coincidencis re-
producen el curso directo del estado de las sefiales en el
conductor de sefiales vigilado. Pero ésto solamente es posi-
ble si todos los conductores de sefiales son explorados una
vez mientras dura el impulso de sefial més breve. Con el fin
de excluir la posibilidad, que se crea sl abenerse a estas
condiciones de tiempo, de contar varias veces el mismo impule
80 de seflal, el criterio de registro propismente dicho para
la inscripeidén de un impulso de sefial se averigua de acuerdo

con el denomingdo principio de la "last look". De acuerdo

‘con &1, se acumula o slmacena de manera intermedia cada re-

sultado de informacidn en la duracidn de un ciclo de eva-

luacidn en un elemento de memoria individual para cada con-
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ductor y se compara con el resultado de la evaluacibn siguien
te cada vez. Como, tanto el paso del estado sin gefial al es-
tado con seflal, como el paso del estado con sedal al estado
sin sefial es caracterfstico para cada impulso de seiial, el
registro de un impulso de seflal, de acuerdo con la realiza=
cibén del circuito comparador, se realiza solamente, con un
paso o transicidén determinables, ya sea en uno, ya en el otro
sentido,

Pars averiguar un criterio de registro, por consiguien=
te, se necesitan siempre los resultados de la exploracibn de
por lo menos dos ciclos de exploracibn sucesivos. Ademés, pa-
ra. que los dos posibles estados de seiial en los conductores
de sefial a vigllar puedan ser determinados con seguridad, la
secuencia de los impulsos de exploracidén no debe ser mayor
que la duracidn del mé&s breve impulso de sefial a evaluar ni
tampoco mayor que la duracidén de la pausa mls breve entre se-
fiales que sigue en cada caso. Por consiguiente, las condicio=
nes de exploracidn més favorables resultan con una relacibn
impulso~pausa de 1l:l.

El registro de los impulsos de sefial individuales pue~
de a este respecto realizarse de modo que la posicibn del
contador del sparato de explorscidn, en lugar de un impulso
de sefial, sea alimentada a un portador de inscripeién auto-
méticamente legible o que, en el caso de una disposicién de
memoria con las secciones de memoris subordinadas individual-
menbte a los distintos conductores de las seiales, las infor-
maciones de los conductores individuales en ellas contenidas
sean retirades y almacenadss de nuevo en dependencia de la
posicibn del dispositivo de exploracidn, modificéndose en

funcién de la presencia de una sefial de mando la informacidn
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almacenada en cada caso o volviéndose a almacenar sin varia-
ciones. Por ejemplo, la variacién de la informacibn puede
consistir en afiadir un "1" en cada caso.

Partiendo de este principio general de resolucidn, se
han dado a conocer ademés toda una serie de procedimientos
que tienen por base el empleo de elementos de memoria bies—
tables en forma de nicleos anulares ferromagnéticos, en lu-
gar de las puertas de coincidencia. Tienen'la ventgaja de que,
utilizendo simulténeamente los nlicleos anulares como puertas
de evaluacién y como acumuladores o memorias, asi como em-
pleando dobles impulsos de evaluacidn pasantes se reduce el
coste de los sparatos y se aumenta la seguridad contra erro~
res en el caso de impulsos de seiel deformados al principio
y/o al final por impulsos de rebote o vibrantes, afin a pesar
de que las condiciones de tiempo sigan siendo las mismas.

Por otra parte, se conocen ya procedimientos en los
cuales se emplean ciertamente también nficleos anulares fe-
rromagnéticos, pero éstos no son gobernables directamente
por los conductores de sefial subordinados, sino sélo en coin-
cidencia con un impulso de evaluacidn adicionsl. La reposi-
cibn se realiza entonces en la pausa entre dos impulsos de
sefial gracias a impulsos de reposicién separados de mayor
tiempo de secuencia de impulsos que los impulsos de evalua-
cidn para la vigilancia de los conductores. Prescindiendo de
la posible reduccidn de la velocidad de trabajo del aparato
central de inscripeidn, tal desacoplo entre el almacenaje de
entrada y la salids de memoria trae consigo, en el caso de
relaciones de impulso-pausa menores que la unidad, la venta-
Ja de que las influencias perturbadoras motivadas en otro ca-

80 por el acoplo mutuo de los nfcleos anulares, no ejercen
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A todos estos procedimientos les es achacable en igual

medida el inconveniente de gque el resultado del registro,
prescindiendo de los impulsos de rebote al final y/o al prin-
cipio de un impulso de seflal, puede ser influenciado de ma~-

nera arbitraris por impulsos perturbadores, en especial por

agquéllos que ocurren en la pausa entre dos impulsos de seiial

sucesivos y gue imitan a un impulso de sefial si coinciden
con un impulso de evaluacidn.

Tales perturbaciones, hasta shora, sdlo pueden evitar-
se en amplia medida si, partiendo del procedimiento mencio=-
nado sl comienzo, que trabaja seglin el principio de la "last
look", la averiguaciln de un cirterio de registro depende
de la presencia simulténea de los resultados de la evalua-
cidn de més de dos ciclos de exploracién sucesivos y anflo-
gamente a él, se rebaja el tiempo de secuencia de los impul~
sos de exploracidn que resulta de la duracidn del més breve
impulso de seilel a evaluar. La realizacidn de este procedi-
niento exige, sin embargo, el coste de elementos de memoria
adicionales individuales para los conductores pargq la acumu-
lacidén o almacenaje intermedios de los diversos resultados
de la evaluacién y, por otra parte, por el acortamiento del
tlempo de secuencia de los impulsos de exploracibn, con lon-
gitud minima prefijada de los impulsos de sefiales a evaluar,
se disminuye considersblemente el nlmero de conductores de
sefial que pueden ser wigilados con un digpogitivo explora-
dor.

Ahora bien, el invento se refiere a un procedimiento
para la evaluacidn de impulsos de sefial que entran por una

plureslidad de conductores de sefial en secuencia mo seleccio-
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nada, pero con una distencia minimas determinada en el tiem=
po, en especial de impulsos de tasas en insbtalaciones tele-
fénicas, por la exploracidn peribdica de los conductores de
las sefialaes en una sucesidn en el tiempo que es més breve
que la duracidn del impulso de seflal m&s breve exento de re~
botes o vibraciones, y almacenaje de los resulbtados que se
obtienen en la exploracidén de los conductores de seiiales en
elementos de momoris individuales para los conductores por
ejemplo en forma de nficleos anulares ferromegnéticos que son
repuestos por impulsos de reposicibn separados, siendo alimen-
tados los impulsos de gobierno iniciados con la reposicidn de
los elementos de memoria, a través de un circuito de evalua-
cibn, a una instalacibn central de registro.

Es objeto de este procedimiento conseguir, con un con-
sumo de aparatos soportable y con condiciones de trabajo fa=-
vorables parsa la instalacidn de registrd, una seguridad lo
més alta posible contra impulsos perturbadores. Esto se lo-
gra por el hecho de que los impulsos de reposicidn estén con-
figurados como impulsos dobles consistentes en dos impulsos
individuales que se siguen en poco tiempo, de igual polari-
dad, por el de que el tiempo de sucesibn de los impulsos de
reposicidén es el doble de grande que el tiempo de sucesibn
de los impulsos de evaluacién para la vigilandia de los con-
ductores y ambas clases de impulsos est&n sincronizadas en-
tre s{ de tal manera que cada segundo impulso de evaluacidn
estéd flangueado por los dos impulsos individuales en wn im=
pulso de reposicibn, y por el de que los resultados derive-
dos de los dos impulsos individuales de cadé jmpulso de re-
posicibn, junto con los resultados obtenidos por el impulso

de reposicidn precedente, gobiernan una seccidn de circufto
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de evaluacibn estructurada a partir de elementos bhsicos 16~

glcos gue, de acuerdo con el principio conocido de la "last
look" ordena el registro de los diversos impulscs de seial.
Aparténdose del procedimiento conocido hagta shora, los
resultados de la evaluacidn logrados con la vigilancia direc-
ta de los conductores y almacenados de manera intermedia ya
no son valorados directemente como impulsos de sefial a regis-
trar, sino que la reposicidén es posible en todo momento, es
decir, tembién durante el periodo de un impulso de sefial, ¥
un impulso de sefiel a registrar, en los otros procedimientos
conocidos, es determinado seglin el principio de la "last look"
pero s8lo a base de los resultados almacenados de manera in-
termedia obtenidos de los conductores. Esto, en primer lugar,
tiene la ventaja de que los impulsos perturbadores que imitan
impulsos de seilial y que han conducido a un almacensje del
elemento de memoria individual para cada conductor, no son
reglstrados falsamente en calidad de impulsos de sefiale For
otra parte, a consecuencia de la inscripcidn en memoria y sa-
lida de memoria separadas, empleando nlicleos enuleres ferro-
megnéticos y agrupando estos nfcleos para obtener una matriz,
se suprimen les influencias perturbadoras posibles a conse-
cuencia de los acoplos determinados de este modo. Ademfs, la
realizacidén de los impulsos de reposicidn como impulsos do-
bles y su sincronizacidén con los impulsos de evaluacidn de
modo que cada segundo impulso de evaluacibén sea flanqueado
por los impulsos individuales de un impulso de reposicién,
trae consigo la ventaja de que, en cada caso, pueden ser va-
lorados simulténeasmente los resultados de los conductores
conductores averiguados por dos impulsos de evaluacibén suce-

sivos y, con ello, en dos momentos de tiempo diferentes. Es-
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to, & su vez, tiene como consecuencia que la velocidad de
trabajo de la instalacibén de registro pueda ser rebagjada
correspondientemente respecto a la velocidad de exploracién
para la vigilencia de los conductores, lo que no resulta po=
sible en los procedimientos comparables con una "last look"
a través de varios ciclos de exploracidn.

Partiendo de este principio de resolucidn general, exis=
te ademfs, anbflogamente a la expansidn de la "last look" so-
bre varios ciclos de evaluacidn, la posibilidad, por expan=
sidn de la "last look" sobre varios ciclos de reposicidn,de
sumentar la seguridsd frente a los impulsos perturbadores
si, de acuerdo con otra realizacidn del invento, en una "last
look" a través de n ciclos de reposicibn, el tiempo de suce-
sidn de los impulsos de exploracibdn, con relacién a la dura~
cidn t; del impulso de sefial no deformado més corto, se hace
menor o, a lo sumo, igual, al valor %(E:T? Yy si los 2 (n-1)
resultados individusles obtenidos por los (n~-1l) impulsos de
reposicidn precedentes en cada caso-se almacenan de manera
intermedia y se aprovechan para la "last look".

La experiencia ha demostrado, no obstante, que en gene-
ral se puede conseguir ya una seguridad suficiente contra
las perturbaciones si la "last look" se limita a nw2 ciclos

de reposicidn. Por cada conductor de sefial se necesitan en

esbe qgaso dos elementos de memoria adicionales como bitio

caracterizador. El grado de seguridad que puede alcanzarse
es, sin embargo, el mismo gque en un procedimiento "last look™
vormal que se exbtiendsa sobre tres ciclos de'evaluaci6n para
el cual, ademés de la puerta de coincidencia para la vigi-
lancia de los conductores, se necesitaen asimismo dos bitios

de caracterizacidn adiocionales. Sin embargo, el nuevo proce-
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dimiento aporta la ventaja de que la velocidad de trabajo
para la instalacidén de registro central, a igual grado de
gseguridad contra perturbaciones, puede reducirse a la mi-
tad en comparacién con el procedimiento conocido comparable
o que, con la misma instalacibn de registro, pueden ser vi-
giladas, doble nfmero de 1lineas de sefial.

Otra variente de resolucidén de acuerdo con el invento
consiste en que, en una realizacidn segin el procedimiento
"last look' a través de n ciclos de reposicibén, el tiempo
de secuencia de los impulsos de exploracidn, con referencia
a la duracibn t; del impulso de sefial més breve no deforma-
do es menor o, a lo sumo, igual al valor -%f;-I- tJ ¥y que
los resultados individuales obtenidos por los impulsos de
reposicién precedentes son agrupados en cada caso de modo
que se forme un solo resultado, porque solamente en el caso
de la secuencia de resultados "l-l" de un impulso de reposi=
cidn se almacena de maners intermedia como resultado inter-
medio un "1l" dentro del marco de la "last look".

Tambifn en este caso resulta ya una seguridad en gene-
ral suficiente contra las perturbaciones si la "last look"
se limita a n=2 ciclos de reposicibdn. En oposicién a la va-
riante resolutiva antes explicada, a igual seguridad contra
perturbaciones, se necesita solamente un elemento de memoria
adicionel como bitio de caracterizacidn por conductor de se=
fial, También la velocidad de trabajo para la instalacidn de
registro puede rebsjarse en comparacidn con el procedimiento
"last look" normal con una "last look" que se extienda sobre
tres ciclos de evaluacidn. Sin embargo, la ganancia que en-
tonces es posible, es ya tan grande como en la otra variante

resolutiva segln el invento. Pero teambibn, entonces el gasto
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de aparatos de elementos de memoria para el bitlio de carac-
terizacidn resulta menor en un 50%. Esta ventaja es impor-
tante sobre todo cuendo la clase de los impulsos perturbado=-
res exige una "last look" que se exbtienda sobre un nfmero
nayor de ciclos de eveluacidn o de reposicidn.

De acuerdo con otra realizacidn del invento, puede con=-
seguirse un aumento de la seguridad contra las perburbacio-
nes, ademfs, por el hecho de que los impulsos de perturbacién
negativos son atenuados por un diodo re¢tificador conectado
en la lines de sefisles. De este modo se evita que los impul-
sos de sefial sean escindidos por impulsos de perturbacibn
negativos superpuestos o que, segln la clase de mando de los
elementos de memoria, pueda ser imitada una reposicidn.

Otros detalles del invento se explicarin con mis deta-
1le en lo que sigue a base de un ejemplo de realizacidén, re-
presentado en los dibujos, para llevar a cabo el procedimien-
to que le sirve de base al invento. En detalle, muestran:

La figura 1 una disposicidn de circuito para la reali-
zacibn del procedimiento.

La figura 2 un diagrema de impulsos correspondiente.

Le figura 3 una seccidn de circuito de evaluacibn mo~
dificada segln la figura l. _

La figura 1 se descompone en dos partes A y B que estén
enlazadas entre si por la seccidn de circulto de evaluacidn
AS y el magndo central del desarrollc Ab-St. Se ha renunciado
s este respecto a la representacibén de la realizacidn en esw
quema de los diversos dispositivos, porque el invento no que=
dard ligado a cualesquiera sistemas de memoria asi como tamw
poco a la configuracidn especisl de la instalacidn de explo-

recidn o integracidn. Podrk empleerse venbajosamente com to-
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dos los sistemas posibles de memoria y de exploracidn.

La parte A sirve para la ordenacidn de los impulsos de
sefial que llegsm por los conductores de seflal 1l hasta xy
de un sistema multiplex local, en sucesidn no seleccionada,
en un sistema multiplex de tiempo. A cada linea de sefial 11
a xy le esté subordinado a esbe fin un elemento de memoria
en forma de un nficleo anular ferromagnético X1l a Kxy, ele-
mentos de memoria que, convenientemente, estén reunidos pa=
re formar una maebriz M. Los conductores de sefial enhebrados
a través de los distintos nficleos de memoria, a través de
diodos de desacoplo, por ejemplo D1l a Dly, estén conecta=
dos por filas a un conductor de mando comin que, a través
de interruptores e del distribuidor de cadencia TVZ, pueden
conectarse sucesivamente a potencial antagonista. De este
modo, un almacenamiento por los distintos nficleos de memoria
gracies a los impulsos de sefial que existen en los corres-
pondientes conductores de sefial, sdlo puede tener lugar cuanw
do estd cerrado el correspondiente contacto de mando es

En lugar de tal mando de entrada seria tambidn posible,
sin inconveniente, cargar los diversos nficleos de memoria
por filas con una premagnetizacidén que, en el estado de re-
poso impide un almacenaje por los distintos nlicleos de memo-
ria, pero calculada, por otra parte, de modo que, después de
un almacenaje efectuado por nficleos de memoria individuales,
lo que podria hacerse desconectando brevemente la premagne-
tizacidn, los nficleos de memoria que habian almacenado no
fueran basculados de nuevo a la posicién inicial. Tal gobier-
no exige, sin embargo, un mayor gasto de aparatos. Lo mismo

es clerto para otro tipo posible del gobiermo de la entrada,

segln el cual sélo es posible que los nficleos de memoria in-
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dividuales almacenen en el caso de coincidencia de un impul-
so de sefial en el conductor de seilales correspondiente y de
una corriente de filas de entrada adicional que se conecta
brevemente a una conduccidn de filas correspondiente.

La comprobacidn ciclica de los distintos elementos de
memoria en cusnto a su estado de almacenaje y su reposicibn
a la posicién de partida se realiza, de acuerdo con una dis-
posicibn ya conocida, de tal modo que con un solo impulso de
reposicibn, estructurado como impulso doble, gue consiste en
los dos impulsos individueles a y b, sean examinados y repueg
tos en cada caso los elementos de memoria de toda una fila al
mismo tiempo, siendo el contenido de informacidn existente en
los elementos de memoria eveluados trensmitido en paralelo a
través de las lineas de columnas 1 a ¥ a un registro de eva-
Iluacidn AR. Este registro de evaluacibn consiste, anflogamen-
ﬁe a8l caso de los dos resultados individuales que se presen=
tan en cada examen, en dos grupos El y E2 de elementos de me-
moris, que son mandados sincrénicamente a los dos impulsos
individuales a y b del impulso de reposicidn por el blogueo
de filas Zsp pars ponerlos en condicidén para la recepcién.
Explorando paso a paso los distintos contenidos de informaw-
cifn del registro de evaluacidn, el grupo de informacibn ali-
mentado es transformado entonces en una serie de informacidn.

La parte B esté formada por la instalacidn central de
registro y almacenaje. La memoria principel SP contiene un
nfimero de memorias individuales que corresponde al de lineas
de sefiales a vigilar, por ejemplo en forma Qe campos de mee
morias sobre un tambor magnético o de una fila de nficleos
anulares de una memoria de nficleos enulares, de los cuales,

en cada caso, uno estéd subordinado finalmente a una linea de
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sefiales. Estas memorias individuales, sirven pars el almace=
naje propiamente dicho del nfimero de impulsos de sefial que
llegan por la linea de sefiales subordinada en cada caso. El
almacenaje se realiza adecuadamente en un c¢édigo binario,
por ejemplo, en clave de tétradas. La capacidad de almacena-
je se ajusta de acuerdo con el nlmero méximo de impulsos de
sefial a almacenar.

La integracibn de los impulsos de sefdal que llegan sin
seleccién por cada linea de sefiales se hace por medio del
mecanismo sumador central AD. Para esbte fin, las informacio=
nes contenidas en cada caso en la memoria principal, gue caw
racterizan al ndmero total de los impulsos de sefial llegados
hasta entonces por cade conductor de sefiales, son alimenbta-
das de modo continuo al mecanismo sumador y, desde allf, de
nuevo a la memoria principal. Este ciclo, que se repite con-
tinusmente, esti sincronizado a través del mando de desarro-
1lo central Ab-St con la parte A de la instalacidn y ello de
tal modo que con ceda entrega de una informacién a la inste-
lacidn sumadora, el contenido de la informacidn del elemento
de memorisa K... subordinado a ls linea de sefiales correspon-
diente, llegue simulténeamente a la evaluacibn.

La decisién de cuéndo debe realizarse una adicibn, le
corresponde a la seccidn AS de circuito de evaluacibén que en-
laza entre si las dos partes A y B de la instalacibn y que
esthd estructurads a base de los elementos blsicos lbgicos co-
nocidos 81 y S2 asi como M. Estos elementos blsicos averiguan
de manera en si conocida, a base de los resulbados de evalue~
cibn alimentados directesmente a través de las entradas de go-
bierno al y a2 del registro de evaluascidn AR, asi como a base

de los resultados de evaluacibn, alimentados a través de las
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1ineas de gobierno ml y m2, del examen, anterior en cada ca~
so, de las lineas, para ver si existe la secuencia de resul-
tados que caracteriza a un impulso de seilal. Cada vez que se
determina un impulso de sefial como tal, se transmite a tra-
vés de la salida de gobierno ad una orden de suma al paso
sumador AD,

Para el almacenaje intermedio de los resultados que se
obtienen en la vigilancia de lineas precedente en cada caso,
se emplean en el ejemplo de realizacidn mostrado elementos
de memoria adicionales de la memoria principal SP que almace-
nan sincrénicamente con las informaciones de suma individua~
les para cada linea correspondiente, a través de las lineas
de gobierno ml y m2 y que son sustituidos a través de las 1~
nees de gobierno el y e2 por los resultados de la evaluacidn
siguiente en cada caso de la misma linea de seflales. En lugar
de un almascenaje intermedio en la memoria principal SP, estos
resultados del exsmen de las lfneas podrisn almacenarse tame
bién de manera intermedia en registros de desplazamiento se-
parados, gobernados sinerbnicamente.

Otros detalles del procedimiento que le sirve de base
al invento se explicarfn mhs detenidamente en relacién con
el diagrama de impulsos segfln la figura 2. La curva de impule
so superior Sig-ll reproduce la tensidn de sefial que aparece
en cualquier linea de sefiales, por ejemplo, la 1l de la figu-
ra 1. Debajo siguen la secuencia de impulsos de evaluacién
de los interruptores e, que actlian sobre el elemento de memo-
ria correspohdiente Kll, asi como la secuencia de impulsos
de reposicidn a/b. Ademfs siguen el curso del estado de me-

moria del elemento de memoria K-l1l, los resultados ml, m2,

al, a2 de las lineas que se obtienen en cada evaluacidén, asi
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como la sefial de gobierno que resulta en cada evaluacidn
en la salida ad de la seccidn de circuito de valoracidn
AS,

Como puede verse del curso del estado de la memoria
del elemento de memoria Kll, sblo es posible un eslmacenaje
del elemento de memoria individusl para cada conductor si
un impulso de evaluacidn del interruptor e coincide con el
estado sefial "1" en la 14nea de sefiales Sig~ll. Con 1los im-
pulsos de evaluacibn, los impulsos de repogicidn estén sin-
cronizados de tal modo que cada segundo impulso de evaluacién
estéd flangueado por los dos impulsos individusles a y b del
impulso de reposicidn estructurado como impulso doble, es de-
cir, gue al impulso individual a primero en cada caso le si-
gue directamente un impulso de evaluacibén y a 8ste, a su vesz,
el segundo impulso individual b del impulso de reposicidn.
Las distancias entre impulsos se eligen a este respecto de
modo que los elementos de memoria individueles puedan ser
nandados con segurided. Si el elemento de memoria no ha alma-
cenado, un impulso de reposicién tiene un "O" como resultado
de la evaluacidn, pero si almacend, entonces, como resultado
de la evaluacidn, resulta un "1", Cada resultado de evalua-
¢ién al obtenido de este modo por el impulso individual a se
convierte en el momento de evaluacidn siguiente en el resul-
tado ml y cada uno de los resultados de evaluacibén a2 obbtenie
do por el impulso indlvidual b se convierte en el resultado
m2, lo que estd indicado por las flechas dibujadas.

La averiguacidén de una orden de registro ad se realiza
comparando log resultedos de dos ciclos de reposicién que se
siguen en cada caso, de modo que paras una evaluascidn se dis-

pone slempre de los resultados de cuatro momentos sucesivos.
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Una orden de registro es iniciada en cada caso cuando la se-

cuencia de resultados disponible contiene los resultados
"0-1-1" en secuencia, lo que es vigilado por medio de la
puertba de bloqueo S1 o S2 de la seccidn de circuito de eva~
Jluacidn AS seglin la figura l.

Para poder reconocer con seguridad cada impulso de se-
fial en las condiciones gue se han supuesto, es necesarioc que
coincidan al menos dos impulsos de evaluacién del interrup-
tor e con un impulso de sefial sin perturbar de la duracién
tJ més corta ya que, si no, no se garantiza que al menos un
impulso de reposicidn entregue la secuencia de resultados
"1-1", La condicidn de tiempo de ello resulbtante para al
tiempo de secuencia de impulsos de exploracidn tFab corres—
ponde por tanto en plena medida a la condicidn de tiempo a
mantener en un procedimiento "last look" con una "last look"
que se exbienda a través de tres ciclos de evaluacibn. A di-
ferencia del procedimiento "last look" normal, sin embargo,
la velocidad de trabajo de la instalacidn de registro no es
determinada por el tiempo de sucesibn de los impulsos de eva-
luecidn. En el presente caso, en cambio, es decisivo para
ello el btlempo tipy de sucesidn de los impulsos de reposicibn.
Como este tiempo, de acuerdo con lo que se ha supuesto, es
el doble de grande que el tlempo tFab de sucesidn de los im-
pulsos de evaluacidn, se puede, a igualdad del nfmerc de 1i-
neas de seilales a vigilar, reducir a la mited la velocidad
de trabajo de la instalacidn de registro o doblarse el nfime-
ro de las 1lineas de sefiales a vigilar. Esta_ventaja resulta
del hecho de gue, con cada impulso de reposicidn, no éélo se
deja listo el estado de linea que se acaba de averiguar, si-

no que, al mismo tiempo, se deja listo para la evaluacidn



450,

455 .=

4600~

465~

470.~

475.~

- 17 -

=

346136
también el estado de lfnea averiguado antes en la medida de
un ciclo de evaluacidn.

Otra suposicidn previa para conocer con seguridad impul-
sos de sefial que se suceden consiste, snélogemente al proce-
dimiento "last look" normal, en que debe coincidir al menos
un impulso de evaluacibn en la pausa entre dos impulsos de
sefial sucesivos. De ello se sigue que, al gparecer impulsos
de perturbacién que imitan impulsos de sefial en la pausa en-
tre dos impulsos de seilal sucesivos, debe estar presente un
espacio de tiempo de pausa t'Pmax exento de perturbaciones,
que es mayor que el tiempo tFab de sucesidn de los impulsos
para los impulsos de evaluacidn. De esta manera, pueden sepa=
rarge los impulsos perturbadores cuya longitud tSt sea, menor
que el tiempo de sucesidn de los impulsos para los impulsos
de evaluacidn, es decir, en el presente ejemplo de realiza-
cidn, pueden ser excluidos todos aguellos impulsos perturba-
dores cuys duracidn sea menor que la de un impulso de sefial
no perturbado acortado a la mitad. A este respecto, no desemw
pefia ningln papel el que la distancia de pausa existente en=
tre dos impulsos perturbadores sucesivos o la distanclia de
pausa existente entre un impulso perburbador y el impulso de
geflal precedente o sgigulente, t'P, pea menoxr gque la distancia
de peusa minima t’p . necesaria para la caracterizacidn de
unsa psusa, si esta condicidn se satbisface sblo una vez dentro
de una pausa.

En el caso mis desfavorable, las distancias menores de
pausa repercutirian sélamente como si se tratara de un impul-
so de geilal correspondientemente ampliado. Este caso se ha
indicado en el diagrama de impulsos segln la figura 2 por los

resultados de evaluacidn, puestos en paréntesis, de los dos
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{ltimos momentos de evaluacidn. Por el impulso perturbador
de la duracién gy ha sido ya llevado el elemento de memo-
ria correspondiente K-1ll a la posicién de almacenaje "1",

de modo que en el momento de evaluacidn sigulente el impul=
50 individusl a del impulso de reposicidn entrega como re-
sultado de la evaluacidn al un "1" en lugar de un "0". Como
el impulso de evaluacidn siguiente coincide ya con el impule
so de sefial siguiente, también el segundo impulso individual
b entrega como resultado a2 de la evaluacién un "1", de modo
que viene dada la secuencia de resulbados "O=1l~1l" que inicia
una orden de suma. El impulso de perturbacibn, por lo tanto,
determina un registro que tiene lugar con una anticipacidn
de un ciclo de reposicidn, pero no perjudica en mayor medida,
puesto que, de igual manera, tambifn la secuencia de resulta-
dos que se produce en el momento siguiente de la evaluacidn
es transformada de menera correspondiente y, con ello, se
atenla el registro que, de otro modo, tendria lugar en este
momento.

. s sorprendente en el procedimiento que acabamos de ex=
plicar que en un procedimiento last look sobre dos ciclos de
reposicidn sucesivos solamente pueds alcenzarse el mismo gra-
do de seguridad contra los impulsos perturbadores que en un
procedimiento last look normal que se exbienda sobre tres
cleclos de evaluacidn sucesivos, aunque en el nuevo procedi-
miento, en cade momento de la evaluacibn, estén disponibles
los estados de las lineas de cuatro momentos sucesivos. Esto
es asi porque no puede asegurarse que, en cgda. caso, el pri-
mer impulso de evaluacidn coincidente con un impulso de se-
flal vaya acompailado por los impulsos individuales de un im~

pulso de reposicién. Solsmente en este caso, efectivamente,
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un impulso de reposicibén darfa el resultado "O-1" en suce=

,  mitseis -

sibén. Esta peculiaridad puede aprovecharse de manera venta—
Jjosa solemente si los pares de resultados derivados de un
impulso de reposicidén se reflinen para formar un solo resulta~
do y sblo este resultado se almacena de manera intermedia
dentro del marco de la last look. Como, efectivamente, sblo
el 50% de todos los impulsos de reposicién suministra una se-
cuencia de resultados "O-1", puede renunciarse del todo a es-
ta combinacidén de los resultados. En lugar de ella, ha de ase-
gurarse en cambio que el siguiente impulso de reposicibn dé
con seguridad una secuencia de resulbtados "1-1", para, a ba-
se de la combinacidn triple "O-1-1" de ella resultante, poder
reconocer un impulso de sefial. Como ésto solo puede lograrse
si ya el impulso de evaluacidn anterior ha coincidido con el
impulso de sefial, la condicidn de tiempo para los impulsos

de evaluacién debe modificarse correspondientemente, a saber,
gse disminuye el tiempo de sucesidén de los impulsos tFab con
respecto al procedimiento antes explicado a un valor que es
menor o, & lo sumo, igual al valor —E-%—I—tJ, indicando n el
nflmero de los ciclos de reposicidn a través de los cuales se
extiende la last look.

En el caso de una last look que se extienda sobre dos
ciclos de reposicidn, el tiempo de sucesidén de los impulsos
tFab pare los impulsos de evaluacidn se reduciria por tanto
a un tercio de la duracidn tJ del impulgo de sefial m&s corto
sin deformar. Sin embargo, se sigue obteniendo una ganancia
en la velocidad de trabajo para la instalacidn central de re-
gistro frente a un procedimiento last look normal que presenw
te el mismo grado de seguridad con una last look que se ex=

tiends a través de tres ciclos de evaluacidn.
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La figura 3 muestra una seccidn de circuito de evalua-
cidn modificada de manera correspondiente que, a diferencia
de la seccifn de evaluacidén de la figura 1, tiene solamente
una puerta de blogueo 52, mientras que la puerta de coinci-

540,- dencia G sirve para transformar en un sblo resultado el el
par de resultados obtenido con cada impulso de reposicién,
resultado el que, hasta el momento de evaluacidn siguiente,
es almacenado de manera intermedia y entonces estid de nuevo.
disponible como resultado ml. A este respecto sdlo una serie

545,~ de resultados "1-1" conduce a un resultado "1" equivalente,
mientras que todas las demhs posibles series de resultados
"0-Q", "0-1" y "1-0", son transformadas en un resultado "O%.
Por lo demis, la disposicibén en este procedimiento sigue sien-
do la de la figura 1 sin modificar.

550 ¢ 8i, ademhs de con impulsos perturbadores positivos y,
por tanto, imitadores de impulsos de sefial, hay que conbtar
asimismo con impulsos perturbadores negabivos que pueden de-
terminar la escisifn de un impulso de sefial en impulsos par-
ciales, entonces pueden tales impulsos perturbadores negatiw

555.= VoS atenuarse de manera sencilla introduciendo en los conduc-
tores de sefiales en cada caso un diodo rectificador. Estos
diodos han sido designados D11l a Dxy en el ejemplo de reali-
zacidn de la figura 1.

Finalmente, mencionaremos todavia que en las condicio-

560.~ nes de tiempo indicadas, no se han tenido en cuenta los tiem-
pos de mando de los elementos de evaluacidén. En general, son
despreciablemente pequefios pero, en algunos casos, pueden

adquirir importancia.
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 Tos puntos de invencidn propia y nueve gue se presentan
para que sean objeto de esta Patente de Invencidn en Egpafia,
por veinte afios, son los siguientes:

19,~ Procedimiento para la determinaciln de impulsos de

gefial que afluyen en sucesidn no seleccionada por varios con-
ductores de sefiales, tales como impulsos de tasas en insta-
laciones telefdénicas, cuyos impulsos de sefial tienen distan~
cla minima determinada en el tiempo, haciendo uso de una ex—
plofacidn peribdica de los conductores de sefiales en una se=
cuencia temporal que es mls breve que la duracidn del impulso
de sefial més breve no deformado, y almacenaje de los impulsos
de mando que resulten en la exploracidn de los conductores
de sefiales en elenentos de memorie individuales pare cada con-
ductor, por ejemplo en forma de nfcleos anulares ferromagné-
ticos que son repuestos por impulsos de reposicidn separados,
siendo los impulsos de mando djsparados con la reposicidn de
los elementos de memoria conducidos a través de un circulto
de evaluacidn a una instalacibn central de registro, carec—
terizado porque los impulsos de reposicidn estén estructura-
dos como impulsos dobles consistentes en dos impulsos indi-
viduales de igual polaridad que se siguen en breve tiempo,
porque el tiempo de sucesibn de los impulsos de reposicibn
eg el doble de grande que el tiempo de sucesidn de los im-
pulsos de evaluacibn para la vigilancia de los conductores
y ambas clases de impulsos estén sincronizadas entre sf de
manera que cada segundo impulso de evaluacibn sea flanquea-
do por los dos impulsos individuales de un impulso de repo-

gsicibn, y porque los resultados derivados de los dos impul-
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sos individuales de cada impulso de reposicidn, junto con
los resultados obtenldos por el impulso de reposifién pre-
cedente goblernan una seceidn de circuito de evaluacidén es-
tructurada con elementos bésicos 1légicos que ordena de acuer-
do con el conocido principio de la "last look" el registro

de 1los impulsos de seflal individuales.

22.- Procedimiento segln el punto 12, caracterizado por—
que en el caso de una "last look" que se exbtbienda sobre n ci-
clos de reposicibén, el tiempo de sucesidn de los impulsos de
exploracién, con referencia a la duracién t; del impulso de
sefial més corto sin deformar es menor o, a lo sumo, igual al
valor §-T%:IT tJ ¥ porque los dos resultados individuales ob-
tenidos por los impulsos de reposicidn precedentes en cada
caso son elmacenados de manera intermedia y sprovechados por
la "last look".

32,~ Procedimiento segln el punto 12, caracterizado por—
que en el caso de una "last look" que se exbtienda a través
de n ciclos de reposicidn, el tiempo de sucesibén de los im-
pulsos de exploracidn, con referencia a la duracidn tJ del
impulso de sefial més breve sin deformar es menor, o a lo su~
mo, igual al valor —E;:-I- tJ ¥ porque los pares de resulta-
dos obtenidos por los impulsos de reposicidn precedentes son
agrupados en cada caso para obtener un finico resultado, de
modo due solamente con la secuencia de resulbtados "1l-1" de
un impulso de reposicibn se almacene en el marco de la "last
look", como resultado intermedio, un "1",

40, Procedimiento segin cualquiera de los puntos pre-
cedentes, caracterizado porque los impulsos perturbadores ne-
gativos son atenuados por un diodo rectificador insertado en

los conductores de las seiiales.
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524~ "PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE IMPULSOS
DE SENAL QUE AFLUYEN EN SUCESION NO SELECCIONADA POR VARIOS
CONDUCTORES DE SENALES, TALES COMO IMPULSOS DE TASAS EN INS-
TALACIONES TELEFONICAS", todo tal y conforme se describe en
la presente memoria, la cual consta de 628 lineas y a titulo

de ejemplo se representa en los adjuntos dibujos.
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